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宇宙機の帯電・放電は機器故障の要因となり、太陽電池周辺ではトリプルジャンクション

での電界集中により放電が生じ得る。そこで本研究では、空気中で劣化しやすい MgO に

代わる材料として MgF₂に着目し、MgF₂コーティング ELF の作製と評価を行った。 

CFRP、CNT‒PI、CNT 単体基板に対し PLD 法で MgF₂薄膜を形成し、蒸着条件を変えな

がら堆積挙動（QCM）と蒸着源ダメージを確認した結果、成膜には閾値的条件が存在する

可能性が示唆された。作製試料の性能試験（UV・電子ビーム）では、CNT‒PI で電子放

出の安定性向上が確認された一方、CFRP では過剰成膜により性能が低下する可能性が示

された。また CNT 単体基板では、バイアス印加のみで電子放出が生じる可能性が示唆さ

れた。XRD では MgF₂に整合するピークを確認したが、結晶性には改善の余地が残った。 

 

 

Spacecraft charging and discharging can lead to equipment failures; near solar cells, 

discharges may be triggered by electric-field concentration at triple junctions. This study 

therefore focused on MgF₂ as an alternative to MgO, which is prone to degradation in air, 

and investigated the fabrication and evaluation of MgF₂-coated electron-emitting films 

(ELFs). 

MgF₂ thin films were deposited by pulsed laser deposition (PLD) on CFRP, CNT‒polyimide 

(CNT‒PI), and CNT-only substrates. By varying deposition conditions, target damage and 

deposition behavior monitored with a quartz crystal microbalance (QCM) suggested the 

presence of a threshold-like condition for film formation. Performance tests under UV and 

electron-beam irradiation showed improved emission stability on CNT‒PI, whereas 

excessive deposition on CFRP may reduce performance. For CNT-only substrates, electron 

emission may occur with bias application alone. X-ray diffraction (XRD) confirmed peaks 

consistent with MgF₂, although further improvement in crystallinity is required. 






